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金属が良導体であるのに対して，金属粒子の

集団は表面の酸化膜によって絶縁状態を示す．

しかし，金属粒子の集団に電波を照射すると，

集団の抵抗値は高抵抗から低抵抗に瞬時変化

することが知られている[1]．この絶縁状態か

ら伝導状態への転移はコヒーラーとして知ら

れており，19世紀末に Branlyによって発見さ

れた．その後，Marconiがコヒーラーを電波の

高感度検出器や無線通信に応用したが，この現

象のメカニズムの十分な解明がなされないま

ま，新たな検出器に取って代わられている． 

電波照射によるコヒーラーが発見されてか

ら約 100年後，電波と光波の中間に位置するテ

ラヘルツ波の研究，開発が盛んに行われるよう

になってきた．最近では，1 MV/cm を超える

高電場テラヘルツ波パルスの発生も報告され

ており[2]，高電場テラヘルツ波パルスの照射

でもコヒーラー現象が生じる可能性が十分に

ある．そこで，本発表では高電場テラヘルツパ

ルス照射によるサブ波長銅球集団におけるコ

ヒーラー現象の観測に成功したので報告する． 

金属粒子には球径 50 μmの銅球を用いた．図

1に示すように，銅球を内径 1 mm，外径 2 mm

のポリエチレンチューブに入れ，両側から直径

1 mmのアルミニウム電極で挟んだ．テラヘル

ツ波照射前後の抵抗値を測定するため，data 

acquisition system (USB-6216, National 

Instruments Corp.)を用いた．また，高電場テラ

ヘルツ波パルスの発生にはパルス面傾斜法に

よる LiNbO3結晶からのテラヘルツ波発生を用

いた[2]．電気光学サンプリングによって測定

したテラヘルツ波の最大電場強度は 170 

kV/cmであった． 

図 1 に銅球集団の抵抗値変化を示す．0 μs

のときにテラヘルツ波を照射した．テラヘルツ

波照射前の抵抗値は~1.6 kΩであるのに対して，

照射後は~5 μs以下で数十 Ωに変化している．

また，この抵抗値の変化は単一のテラヘルツ波

パルスによって誘起されている．この結果から，

単一テラヘルツ波パルスでも，サブ波長銅球集

団におけるコヒーラー現象が生じることが分

かる． 
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Fig.1 Resistance change of an aggregate of copper 

spheres. 
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